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Dziatalno$¢ prowadzona
| Activity conducted

w statej lokalizacji (S) / at
permanent location (S)

Wzorcowanie / Calibration:

Numer i nazwa wielko$ci mierzonej / number and name of measurand”
7.01 napiecie DC

7.02 prad DC

7.03 napiecie AC

7.04 prad AC

7.05 rezystancja DC

8.01 wielkosci elektryczne w.cz.

Wersja strony/Page version: A

7 Numeracja wielko$ci mierzonych zgodna z podang w zatgczniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostepnym na stronie
internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to
document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
WZORCOWAN

KATARZYNA WISNIEWSKA

Niniejszy dokument jest zatacznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 051 z dnia 05.08.2025 r.

Cykl akredytacji od 23.01.2023 r. do 13.02.2027 r.

Status akredytacji oraz aktualnos$¢ zakresu akredytacji mozna potwierdzi¢ na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No. AP 051 of 05.08.2025
Accreditation cycle from 23.01.2023 to 13.02.2027

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.p/
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Centrum Badan i Certyfikacji
Laboratorium Wzorcujace
ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice

. . . . Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Napiecie DC
Mierniki napigecia analogowe 2mV do 20 mV 0,07 % S Procedury wewnetrzne
Mierniki napiecia cyfrowe 20 mV do 200 mV 0,009 % L-PW-E01
Multimetry 0,2V do 1000 V 0,005 % L-PW-E02
Karty pomiarowe w oparciu o
EURAMET cg-15v 3.0
Prad DC
Mierniki pragdu analogowe 0,02 mA do 0,2 mA 0,12 % S Procedury wewnetrzne
Mierniki pradu cyfrowe 0,2 mA do 200 mA 0,02 % L-PW-E01
Multimetry 0,2Ado2A 0,03 % L-PW-E02
Karty pomiarowe 2Ado20A 0,12 % w oparciu o
EURAMET cg-15v 3.0
Napiecie AC
Mierniki napiecia analogowe 50 Hz do 1 kHz S Procedury wewnetrzne
Mierniki napiecia cyfrowe 2mV do 20 mV 0,32 % L-PW-E01
Multimetry 0,02V do 200 V 0,045 % L-PW-E02
Karty pomiarowe 200 V do 1000 V 0,06 % w oparciu o
1 kHz do 5 kHz EURAMET cg-15v 3.0
2mV do 20 mV 0,54 %
0,02V do 200 V 0,06 %
200 V do 1000 V 0,08 %
5 kHz do 100 kHz
2mV do 20 mV 1,5 %
0,02 V do 200 V 0,05 %
Prad AC
Mierniki pradu analogowe 50 Hz do 1 kHz S Procedury wewnetrzne
Mierniki pradu cyfrowe 0,02 mA do 0,2 mA 3,0 % L-PW-E01
Multimetry 0,2 mA do 2 mA 0,2 % L-PW-E02
Karty pomiarowe 2mA do 20 mA 0,08 % w oparciu o
0,02 Ado 20 A 0,14 % EURAMET cg-15v 3.0
1 kHz do 5 kHz
0,2 mA do 2 mA 1,3%
2 mA do 20 mA 0,27 %
0,02Ado2A 0,14 %
Rezystancja DC
Multimetry 0,01 Qdo0,1Q 0,0058 Q S Procedura wewnetrzna
Mierniki rezystancji cyfrowe 0,1Qdo5Q 0,1% L-PW-E02
Karty pomiarowe 50 MQ do 1 MQ 0,012 % w oparciu o
1 MQ do 19 MQ 0,035 % EURAMET cg-15v 3.0
19 MQ do 1 GQ 1,8 %
Cyfrowe mierniki rezystancji izolacji 0,1 MQ do 1 GQ 1,8 % Procedura wewnetrzna
1GQdo1TQ 21% L-PW-E03
Rezystory state 1Qdo10Q 0,5 % Procedury wewnetrzne
Rezystory regulowane 10 Q do 1 kQ 0,02 % L-PW-E08
1kQ do 1 MQ 0,013% L-PW-E09
1 MQ do 10 MQ 0,05 %
10 MQ do 100 MQ 0,19 %
Wielkosci elektryczne w.cz.
Generator wytadowan elektrostatycznych ESD S Procedury wewnetrzne
- napiecie probiercze 1kV do 2 kV 4,0 % L-PW-E20
2 kV do 30 kV 21% W oparciu o
- czas narastania 0,6 ns do 1 ns 5,8 % PN-EN 61000-4-2:2011
- wartosé szczytowa pradu wytadowania 3Ado124 A 6,2% ISO 10605:2008
- prad wyladowania po czasie (30 + 65) ns 2Ado78 A 6,8 % +Amd 1:2014 Cor
- prad wytadowania po czasie (65 + 130) ns 1Ado39A 6,4 % 1:201(_)
- prad wyladowania po czasie (130 + 800) ns 0Ado39A 6,4 % ISO 10605:2023
Generatory serii szybkich elektrycznych stanow S Procedura wewnetrzna

przejsciowych EFT/B
- szczytowe napigcie wyjsciowe

- czas narastania impulsu

- czas trwania impulsu

- czas trwania serii impulséw
- czestotliwosé powtarzania impulsow
- okres serii impulséw

0,2 kV do 5,5 kV

3nsdo7ns

20 ns do 150 ns

0,1 ms do 75 ms
1 kHz do 1000 kHz
200 ms do 400 ms

dla 50 Q5,3 %
dla 1000 Q 6,5 %
na wyjsciu sprzegajacym 8,0 %
dla 50 Q 4,9 %
dla 1000 Q 6,6 %
na wyjsciu sprzegajacym 4,9 %
dla 50 Q4,9 %
dla 1000 Q 6,2 %
na wyjsciu sprzegajacym 4,9 %
4,8 %
4,8 %
4,8 %

L-PW-E21
w oparciu o
PN-EN 61000-4-4:2010
+ A1:2010
PN-EN 61000-4-4:2013-05
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Obiekt wzorcowania/pomiaru

Zakres pomiarowy

Niepewnos¢
pomiaru dla CMC

Miejsce
dziatl.

Metoda pomiarowa

Generatory przebiegoéw ztozonych SURGE

- napiecia obwodu otwartego 0,2 kV do 7 kV 4,0 %
- szczytowa wartos¢ pradu zwarciowego 0,01 kA do 3,5 kA 4,0 %
- czas narastania 0,5 us do 8 ps 4,5 %
- czas trwania 10 ps do 1000 ps 3,0 %
- czas trwania czota 0,5 us do 15 ps 3,0%
- czas do potszczytu 15 ps do 1000 ps 4,5 %
Generatory zapadoéw napiegcia, krétkich przerw
i zmiany napiecia
- napiecie wyjSciowe bez obcigzenia 20V do 600 V 4,0 %
- zdolnos$¢ przewodzenia szczytowego pradu 200 A do 1000 A 6,3 %
rozruchu Inrush
- chwilowe szczytowe podwyzszenie/obnizenie 20 V do 600 V 4,0 %
- czas wzrostu i zmniejszenia 1pus do 5 pus 3,0%
- przesuniecie fazowe 0°do 360° 3,0 %
- sterowanie przechodzeniem generatora -20°do 20° 3,0%
przez punkt zerowy
Uktady CDN 0,01 MHz do 230 MHz
- modut impedancji 150 Q 100 Q 5%
- faza impedanc;ji -30°do 90° 3°
- ttumienie 5dB do 20 dB 0,5dB
Sieci sztuczne 9 kHz do 108 MHz
- modut impedancji 3Qdo 100 Q 6 %
- faza impedancji 9 kHz do 150 kHz
-30°do 90° 3°
150 kHz do 108 MHz
-30°do 90° 2,5°
- wspotczynnik podziatu napigcia 0dB do 10 dB 0,2dB
10 dB do 50 dB 0,5dB
50 dB do 90 dB 3,8dB
- wspotczynnik ttumienia 30 dB do 50 dB 1,0 dB
50 dB do 80 dB 4,0 dB
80 dB do 90 dB 5,5dB
Thumiki, uktady dopasowujace, adaptery, kable
w.cz. 9 kHz do 4 GHz
- ttumienie 0dB do 30 dB 0,3dB
30 dB do 60 dB 1,0dB

Procedura wewnetrzna
L-PW-E22
w oparciu o
PN-EN 61000-4-5:2010
PN-EN 61000-4-5:2014-10
+ A1:2018-01

Procedura wewnetrzna
L-PW-E23
w oparciu o
PN-EN 61000-4-11:2007
+ A1:2017-09
PN-EN IEC 61000-4-
11:2020-11
+ AC:2020-12
+ AC:2023-01

Procedura wewnetrzna
L-PW-E26
w oparciu o
PN-EN 61000-4-6:2024-03
PN-EN 55016-1-2:2014-09
+ A1:2018-03

Procedura wewnetrzna
L-PW-E27
w oparciu o
PN-EN 55016-1-2:2014-09
+ A1:2018-03

Procedura wewnetrzna
L-PW-E28

Wersja strony: A

Niepewnos$¢ pomiaru dla CMC stanowi niepewnos$¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia
ok. 95 %. Wartos¢ wyrazona w procentach jest niepewnoscig pomiaru wzgledng i dotyczy procentowego
udziatu w wartosci wielkosci mierzonej. W pozostatych przypadkach niepewnosé pomiaru dla CMC wyrazona

jest w jednostkach wielkosci mierzone;.
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Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AP 051

Status zmian: wersja pierwotna — A

Zatwierdzam status zmian

— KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
HOLOGRAM WZORCOWAN

HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

~—

KATARZYNA WISNIEWSKA
dnia: 05.08.2025 .
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